YK 621.9
PEECCTPALIA 306PA’KEHD 30H 3HOIIYBAHHSA B CTPYKTYPI
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HaykoBnii kepiBHEK - 3aB. ka(. «TexHo10risi KOHCTPYKIITHUX MaTepiaJiB Ta

MaTepiaJI03HaBCTBa>), AOKT. TEXH. HAYK I[epeBsmquKo O.T.

CrpiMke 30UTbIIeHHS iHQOPMAIIIHUX — TMOTOKIB, MO0 TEPEpOOIAIOTECS Yy  CyYaCHHX
inTerpoBannx BupoOHHUITBA piBHI CIM (Computer Integrated Manufacturing), cTaBUTh BUMOTH
aBTOMAaTH3allll Ta 1HTeJeKTyamni3amii BignoBigHoro obnagHanHs — BepctariB 3 UIIK Ta rayukmx
BUpOoOHNYMX Moy B ('BM). V 3B'13Ky 3 IMM yce Oiibliie MOMMPEeHHs TyT Ha0yBalOTh METOIU Ta
CUCTEMH 1HTEJIEKTyaJIbHOT 0OpOOKH ¥ aHaITi3y JaHUX JUIS PIIICHHS IMUPOKOTO KoJja 3a1ad, Y TOMY
YUCIII — 3a/1a4 €KOHOMIi MaTepialbHUX Ta EHEPTEeTHYHUX PECYPCIB.

[Tpu po3poOiii iHTENEeKTyalbHOI CUCTEMH M1iarHOCTYBaHHS CTaHIB PIKYyYHUX IHCTPYMEHTIB
(PI) Ta ix BiZHOBIIEHHS YiIbHE MICIle 3aliMae CTBOPEHHS MIJICHCTEMH KOHTPOJIO 30H 3HOIIYBAaHHS
pi3abHOT YaCTHHM, KA TMMOBUHHA (OpMYyBaTH TEpPBUHHI 00pa3u 1mux 30H. Cepen pi3sHOMaHITHUX
BapiaHTIB TEPBUHHUX OOpa3iB HaWOuUTbm iHGOopMaTHBHMUMU € 1H(POBI 300pakeHHS 30H
3HOIITYBaHHS, 1[0 PEECTPYIOTHCS 3a JOTIOMOTOK0 CUCTEM TEXHIYHOTO 30pYy [1].

Cuctremu texHiyHoro 3o0py (CT3) 3HaxoadaTh LIMPOKE 3aCTOCYBaHHS B CyYacHHX
METao00pOOHNX KOMIUIEKCAX I1HTETPOBAaHMX BUPOOHUITB. BOHM BHKOPHCTOBYIOTHCS JUIS
imeHTH}IKaIi THITy 3arOTOBOK 1 JETalei, KOHTPOJIO SIKOCTI JeTaneu, imeHTudikamii tumy PI,
TeJIEKaMepaMHu OCHAIYIOTh POOOTH, IO 3AIHCHIOIOTh 3aBAaHTAXKECHHS - BUBAHTAKCHHS 3arOTOBOK,
3MiHy iHCTpyMeHTIB 1 1H. Tomy BukopuctanHs CT3 nmns ominku craniB Pl He yckiamHioe
HOMEHKJIATypy BUMIPIOBAIBHHUX 3aC00IB BepcTaTa, a pO3LINpIOe HaOlp (yHKIINH BXKe 1CHYIOUHX
METPOJIOTIYHUX MTPHUCTPOIB.

s peamizanii BUCOKOIH(OPMATUBHUX METOMIB OLIHKK cTaHiB Pl cuctema (um crteHnm)
KOHTPOJIIO TIOBMHHI BiIMIOBIIaTH HACTYITHUM BUMOTaM:

1. MoOXNHBICTh TIEPETBOPECHHS BUMIpPIOBAIBHOI 1HGOpMAIii - TMEpBHHHOTO 00pa3y
KOHTPOJIbOBaHOTO efieMeHTy PY - B tudpoBy dopmy;

2. HasBHicTh OOYMCIIOBANBHOTO OJIOKY B CTPYKTypl CHUCTEMH - [UJIs aBTOMaTH3aIlii
NEePEeTBOPEHHS 1 00POOKHM BUMIPIOBAJIbHOI iH(OpMaIlii;

3. 3abes3nedeHHs TOYHOCTI KOHTPOJIO JIHIHHUX PO3MIpPiB KOHTPOJIHOBAHOTO EJIEMEHTIB

pixydoi yactuau Pl He HIKYe 2 - 4 MKM, 1110 TOBUHHO 3a0€3MEeYUTH MOXKIIMBICTD PO3Mi3HABAHHS



MiKpoae(PeKTIB, HAMPUKIAA - TEPIOAMYHUX CHIAIB KOHIICHTPOBAHOTO 3HOCY Ha 3aJHIU
MTOBEPXHI;

4. MoxIuBICTh 30UITBIICHHS 00pa3iB KOHTPOJIHLOBAHOTO €JIEMEHTIB 30H 3HomIyBaHHS Pl B
Mexkax 50 - 300 pasiB, mo 3a0e3neunTh 0araToQyHKIIIOHATBHICTH CUCTEMHU;

5. KoMmakTHICTh 1 MEPEemKOJ03aXUCTHICT - 711 MOXKIIMBOCTI PO3MIIIEHHSI B KOHTPOJBbHIN
No3uIii BepcTary B Mepio] MPUIMHEHHS 00pOOKH 1 KOHTPOJIIO CTaHy IHCTPYMEHTY, MEPEeMIlICHHS
B 3aXHCHY 30HY Ha mepios] oOpoOKH pi3aHHSM, KOJIU B poOOYiil 30HI MPHUCYTHIN MW, YaCTUHKU
CTPYKKH 1 1H.

6. MOXIHMBICTh TOYHOTO JIIHIHHOTO 1 KYTOBOTO MO3UIIIOHYBaHHSI KOHTPOJIHLOBAHOTO EJIEMEHTY
po6ouoi yactunu PI oo Tenexkamepu, TOOTO HEOOX1THICTh CHEIIaTLHOTO MPUCTPOIO OpieHTAIIT 1
MikponepeMimieHb Pl mogo Tenexkamepu - mpu KOHTPOJI B CTEHAOBOMY BapiaHTi, 1 MepeMilleHb
Tesiekamepu o0 Pl - mpu koHTpoIIi Ha BepeTarti.

3aranpHuil Buriag cregay 3 CT3, o BignoBigae Ha3BaHUM BUMOTaM, ITPUBEICHO Ha Mall. 1.

[puknagn OiHapHUX 300pakeHbh (a) 1 BiAMOBIAHMX KOHTYpiB (0) iHQOpMaTHBHHX 30H

3HOIIIEHOT 3aJHhOT TIOBEPXHI Pi3IiB BioOpakeHi Ha MaJl. 2.

Man. 1. 3aranpHuil BUTIISIT CTEHIY 71 KOHTPOJIIO CTaHiB Majopo3MipHux Pl 11X exemeHTiB.
1 - PI; 2 - mpuctpiii mikponepemimens PI; 3 - crim; 4 - kopryc; 5 — Tenekamepa  moxa. KT-2;
6 - roiiBKa MiKponepemileHs; 7- criiika; 8 -IIEOM.

st 3pydHocti ¢ororpadyBaHHS CTiiiKa 1 CTOJIUK 3HATI 31 CTAHUHH.



Man.. 2. binapHi 300paxeHHs (@) 1 BIATOBIIHI KOHTYPH (0) 30HU 3HOIIEHOT 33HHOI TTOBEPXHI
P31l B TPHOX CTaHaXx.

Junamiuni HabOpW 300pakeHb 30H 3HOCY IS TOCHIJOBHOCTI Tpale3gaTHUX CTaHIB
IHCTPYMEHTIB MOXyTb OyTH BUKOpPHCTaHI JAJsi NMPOTHO3YyBaHHS OcTaTHbOro pecypcy PI, mio
3a0e3MeUnTh MOXKIIMBICTD 3a3/1aJIeTi/1b IUIAHYBAaTH 3aMiHy 1IHCTPYMEHTY, 1110 BiIMOBUB, HOBUM PI.

HaGop 300paxens (00pa3iB, MpoeKiid) piKydol YaCTUHU IHCTPYMEHTY y CTaHi BIAMOBHU
MICHs cHeriaJbHOT 00pOOKH B CTPYKTYpl IHTEIEKTYallbHOI CUCTEMHM J1arHOCTYBaHHS MOe OyTH

BUKOPHUCTAHHM JIJI1 OOYMCIICHHS TTapaMeTpiB oreparltii BiiHoBIeHHs Pl nmuisixoM mepeTouyBaHHS.

Jliteparypa.
1. HepeBsanuenko A.I'. JlMarHocTHpOBaHHWE COCTOSIHUI pEXyUIMX HHCTPYMEHTOB IpHU
nperu3noHHoi obpabotke / JlepeBsnuenko A.I'., IlaBnenxo B.Jl., AnmpeeB A.B. — Opecca.:
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УДК 621.9


РЕЄСТРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗОН ЗНОШУВАННЯ В СТРУКТУРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНІВ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ

Янішевський О.Д.

Науковий керівник - зав. каф. «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавства», докт. техн. наук Деревянченко О. Г.


Стрімке збільшення
інформаційних потоків, що переробляються у сучасних інтегрованих виробництва рівня CIM (Computer Integrated Manufacturing),  ставить вимоги автоматизації та інтелектуалізації відповідного обладнання – верстатів з ЧПК та гнучких виробничих модулів (ГВМ). У зв'язку з цим усе більше поширення тут набувають методи та системи інтелектуальної обробки й аналізу даних для рішення широкого кола задач, у тому числі – задач економії  матеріальних та енергетичних ресурсів. 

При розробці інтелектуальної системи діагностування станів ріжучих інструментів (РІ) та їх відновлення чільне місце займає створення підсистеми контролю зон зношування різальної частини, яка повинна формувати первинні образи цих зон. Серед різноманітних варіантів первинних образів найбільш інформативними є цифрові зображення зон зношування, що реєструються за допомогою систем технічного зору [1].

Системи технічного зору (СТЗ) знаходять широке застосування в сучасних металообробних комплексах інтегрованих виробництв. Вони використовуються для ідентифікації типу заготовок і деталей, контролю якості деталей, ідентифікації типу РІ, телекамерами оснащують роботи, що здійснюють завантаження - вивантаження заготовок, зміну інструментів і ін. Тому використання СТЗ для оцінки станів РІ не  ускладнює номенклатуру вимірювальних засобів верстата, а розширює набір функцій вже існуючих метрологічних пристроїв.


Для реалізації високоінформативних методів оцінки станів РІ система (чи стенд) контролю повинні відповідати  наступним вимогам:


1. Можливість перетворення вимірювальної інформації - первинного образу контрольованого елементу РЧ - в цифрову форму;


2. Наявність обчислювального блоку в структурі системи - для автоматизації перетворення і обробки вимірювальної інформації;


3. Забезпечення точності контролю лінійних розмірів контрольованого елементів ріжучої частини РІ не нижче 2 - 4 мкм, що повинно забезпечити можливість розпізнавання мікродефектів, наприклад  -  періодичних слідів  концентрованого  зносу на задній поверхні;


4. Можливість  збільшення образів контрольованого елементів зон зношування РІ в межах 50 - 300 разів, що забезпечить багатофункціональність системи;


5. Компактність і перешкодозахистність - для можливості розміщення в контрольній позиції верстату в період припинення обробки і контролю стану інструменту, переміщення в захисну зону на період обробки різанням, коли в робочій зоні присутній пил, частинки стружки і ін.


6. Можливість точного лінійного і кутового позиціонування контрольованого елементу робочої частини РІ щодо телекамери, тобто необхідність спеціального пристрою орієнтації і мікропереміщень РІ щодо телекамери - при контролі в стендовому варіанті, і переміщень телекамери щодо РІ - при контролі на верстаті. 


Загальний вигляд стенду з СТЗ, що відповідає названим вимогам, приведено на мал. 1.

Приклади бінарних зображень (а) і відповідних контурів (б) інформативних зон зношеної задньої  поверхні різців відображені на мал. 2.
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Мал. 1.  Загальний вигляд стенду для контролю станів малорозмірних РІ  і їх елементів.

1 - РІ; 2 - пристрій  мікропереміщень РІ; 3 -  стіл; 4 - корпус; 5 – телекамера    мод.  КТ-2;

 6 - голівка мікропереміщень; 7- стійка; 8 -ПЕОМ.


Для  зручності  фотографування стійка і столик зняті зі станини.
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Мал.. 2.  Бінарні  зображення (а) і відповідні контури (б) зони зношеної задньої  поверхні різця в трьох станах.

Динамічні набори зображень зон зносу для послідовності працездатних станів інструментів можуть бути використані для прогнозування остатнього ресурсу РІ, що забезпечить можливість заздалегідь планувати заміну інструменту, що відмовив, новим РІ.

Набор зображень (образів, проекцій) ріжучої частини інструменту у стані відмови після спеціальної обробки в структурі інтелектуальної системи діагностування може бути використаний для  обчислення параметрів операції відновлення РІ шляхом переточування.

Література.
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